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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LCD BACKLIGHT UNIT -

Part 1-1: Generic specification

FOREWORD

1) The
all 1
inter
this
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee i
in tHe subject dealt with may participate in this preparatory work. International, gowernmental a
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.(EC collaborateg
with [the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with(conditions detern
agrepment between the two organizations.

d non-
closely
ined by

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as neafly’as possible, an intefnational

consfensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
interpsted IEC National Committees.

3) IEC |Publications have the form of recommendations for international*use and are accepted by IEC
Compmittees in that sense. While all reasonable efforts are made to‘ensure that the technical conten
Publ|cations is accurate, IEC cannot be held responsible for_.thé way in which they are used or
misipterpretation by any end user.

4) In otder to promote international uniformity, IEC NationalN\Committees undertake to apply IEC Pub
trangparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any di
betwleen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind
the Iatter.

5) IEC fjtself does not provide any attestation of canformity. Independent certification bodies provide cog
sment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible]

6) All upers should ensure that they have the(latest edition of this publication.

7) Nol
members of its technical committees'and IEC National Committees for any personal injury, property da
othef damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fg
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of
Publ|cations.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attenption is drawn“te\ the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
patept rights. IEC/shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

from all

National
t of IEC
for any

ications
ergence
cated in

nformity

for any

erts and
mage or
es) and
her IEC

htions is

bject of

Interngtional~Standard IEC 62595-1-1 has been prepared by IEC technical committee 110:

Electrgnic,display devices.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
110/387/CDV 110/440/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 62595 series, under the general title LCD backlight unit, can

be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.



https://iecnorm.com/api/?name=32e4f7446ab5fa8d52dd1ef2d36ca400

-6- 62595-1-1 © IEC:2013

LCD BACKLIGHT UNIT -

Part 1-1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 62595 is a generic specification for backlight unit (BLU) for liquid
display. defines general procedures for quality assessment and gives general rule
measufing methods of electrical and optical characteristics, rules for climatic and mec
tests, @nd rules for endurance tests.

2 Ngrmative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced,in this docums
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applig
undated references, the Ilatest edition of the referenced/ document (includin
amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures far inspection by attributes
IEC 60617 (all parts), Graphical symbols for diagrams

IEC 60[747-1:2006, Semiconductor devices~ Part 1: General

IEC 60[747-10:1991, Semiconductor'devices — Part 10: Generic specification for d
devices and integrated circuits

IEC 61|747-10-2, Liquid crystal” display devices — Part 10-2: Environmental, enduran
mechahical test methods«<\Environmental and endurance 1

IEC 62595-1-2:2012, LCD backlight unit — Part 1-2: Terminology and letter symbols

IEC 62595-2, LCD backlight unit — Part 2: Electro-optical measurement methods
backlight unit

crystal
for the
nanical

nt and
ps. For

J any

jscrete

ce and

f LED

IECQ QC.001002-2-1998 Quality Assessmen em fo e Qni ompanen
System) — Rules of Procedure— Part 2: Documentation

IECQ QC 001002-3:2005, IEC Quality Assessment System for Electronic Components
System) — Rules of Procedure — Part 3: Approval procedures

ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General

1 To be published

(IECQ

(IECQ
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3 Technical aspects

3.1 Order of precedence

Where there are conflicting requirements, documents shall rank in the following order of
authority:

a) the
b) the
c) the
d) the

e) the|lgeneric specification;
f) the|basic specification;
g) any other international (e.g. IEC) documents to which reference is made;

h) a nptional document.

The s

3.2

For th

IEC 62595-1-2 apply.

Units,

IEC 60617 and ISO 80000-1.

Any ot
generi
accord

3.3

Preferned values of temperature, humidity and pressure for the measuremq
teristics for tests and for operating conditions will be given in the detail specificafjon.

charac|

3.4
3.41

The markingsoh the BLU shall enable clear identification of the BLU.

3.4.2

detail specification;
blank detail specification;
family specification, if any;

sectional specification:

me order of precedence shall apply to equivalent national documents.

FTerminology, units and symbols

e purposes of this document, the terms, definitions; units, and symbols gi

graphical and letter symbols shall, wherever' possible, be taken from IEC

her units, symbols or terminology peculiar to some parts of the BLU covered
specification shall be taken from-~the relevant IEC or ISO standards or der
lance with the principles of the standards listed above.

Preferred values of temperature, humidity and pressure

Marking

BLU idéentification

ven in

60027,

by this
ved in

ent  of

Bl U traceahility

The BLU shall be provided with a traceability code which enables back-tracing of the BLU to a

certain

3.4.3

Markin

O T Q©

)
)
)
)

(o}

This m

production or inspection lot.

Packing

g on the packing shall state:

the BLU identification code;

the traceability code(s) of the enclosed BLU;
the number of enclosed BLUs;

the required precautions, if any.

arking shall be in accordance with custom regulations.
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NOTE Additional requirements can be specified in the relevant detail specification.
3.5 Categories of assessed quality

This generic specification provides three categories of assessed quality. The BLUs are
grouped in an identified and date-coded inspection lot, which is tested to the specified quality
categories. The AQLs or LTPDs associated with the same inspection group may vary for each
category and shall be as specified in the detail specification or in the assessed quality which
is negotiated with a customer.

The minimum requirements of the categories are as follows:

Categgryt+—TFhe-type-—mee } Hication—approvalofeatege } or Il

tests. Every three months, one lot meets the inspection requireme
interconnection ability. Annually, one lot meets the group B .and grpoup C
inspection requirements (see 4.8.1).

Categary Il The lot meets the inspection requirements of group A and group B on a lof-by-lot
basis, and of group C on a periodic basis.

Categqry Ill The lot is 100 % screened and meets the inspection;requirements of gfoup A
and group B on a lot-by-lot basis, and of group C onsa périodic basis.

3.6 PBcreening

A scregning is an examination or test applied to all BLUs in a lot.

When fequired by the detail specification, all BLUsNin the lot shall be screened by submitting
them tpo one of the sequences given in the relevant table of the sectional or blankl detail
specification, and all defectives removed. OthefZsequences not specified in this standard are
applicgble only where the above sequencest\are not correlated or are in contradictign with
recognfized failure mechanisms. When a patt of the screening process as given in the relevant
table of the sectional or blank detail specification forms a part of the manufacturing prog¢ess in
the prgscribed sequence, these procedures need not to be repeated. For the purpose|of this
specification, burn-in is defined as electrical stress applied to all BLUs in a lot for a specified
period |of time for the purpose of detecting and removing potential early failures.

3.7 Handling

See IE[C 60747-1:2006,Clause 8.

Adequgte warning-shall be displayed in the case of harmful products.

4 QTaIity assessment procedures

4.1 General

Quality assessment comprises the procedure for obtaining qualification approval as defined in
4.7, followed by quality conformance inspection on a lot-by-lot basis (including screening if
required) and on a periodic basis as qualified in the detail specification. The quality
assessment tests are subdivided into group A, B and C tests; these are performed lot by lot or
periodically, as defined in 4.8.1. In some cases, group D tests may also be specified, for
example, for qualification approval.

4.2 Eligibility for qualification approval

A type of BLU becomes eligible for qualification approval when the rules of procedure of
IECQ QC 001002-3:2005, are satisfied.
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4.3 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is defined in the sectional or blank detail specification.

4.4 Commercially confidential information

If any part of the manufacturing process is commercially confidential, this shall be suitably
identified, and the designated management representative (DMR) shall demonstrate to the
satisfaction of the National Supervising Inspectorate (NSI) that the requirements of the rules
of procedure given in 2.3.1 of IECQ QC 001002-3:2005, have been complied with.

4.5 Formation of inspection lots

See thg rules of procedure given in 3.3.1 of IECQ QC 001002-3:2005.

4.6 Btructurally similar devices

See thg rules of procedure given in 3.3.2 of IECQ QC 001002-3:2005.
Detailg concerning grouping are given in the relevant sectional or blank’detail specificatjons.

4.7 Granting of qualification approval

See the rules of procedure given in 3.1.5 of IECQ QC 001002-3:2005.

Methot a) or b) of the rules of procedure may be.used at the manufacturer's discrgtion in
accordance with the inspection requirements..given in the sectional or blank| detail
specifications. Samples may be composed of appropriate structurally similar devices. In some
cases,| group D tests are required for qualification approval. All variables measurgments
called for as post-test end-points in the detail specification shall be recorded as variablgs data.
The qgyalification report shall include a- summary of all the test results for each grodip and
subgroup, including number of devices-tested and number of devices failed. This summary
shall be derived from variables and/or attributes data. The manufacturer shall retain 3gll data
for submission to the NSI on demand.

4.8 Quality conformance inspection
4.8.1 General

Quality conformance.inspection shall consist of the examinations and tests of groups A, B, C
and D,|as specified.

For groups B and C inspection, samples may be composed of structurally similar devices.
Samplés<for periodic tests shall be drawn from one or more lots which have passed grpups A

and B nonactian Indn ol DI LIc chall hava noacond tha arann A maaciiramantc ~allad for |n
o P CCtTroTT oV TIguoT D oo oo o v o poooC Ot C—group—7 v rrreaoourcrrerto—carncd

the detail specification.

4.8.2 Division into groups and subgroups
4.8.2.1 General

The following guidelines shall be used in the preparation of detail specifications.

4.8.2.2 Group A inspection (lot-by-lot)

This group prescribes the visual inspection and the electrical measurements to be made on a
lot-by-lot basis to assess the principal properties of BLUs. Unless otherwise specified,
structural similarity groupings are not permitted. Group A inspection is divided into
appropriate subgroups as follows:
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Subgroup A1: This subgroup comprises a visual examination as specified in 5.2.1.

Subgroup A2: This subgroup comprises measurements of primary characteristics of the

BLU.

Subgroups A3 and A4: These subgroups may not be required. They comprise measurements
of secondary characteristics of the BLU. The correct requirements for each BLU category are

given in the relevant sectional or blank detail specification.

The choice between subgroups A3 or A4 for given measurements is essentially governed by

the desirability of performing them at a given quality level.

4.8.2. Group B inspection (lot-by-lot, except for category I, see 3.5)

This gloup prescribes the procedures to be used to assess certain additional propesties
BLU, @nd includes mechanical, climatic, electrical and optical endurance ptests th
normally be performed in one week or as specified in the relevant sectional or blanK
specifigation.

4.8.2. Group C inspection (periodic)

This group prescribes the procedures to be used on a periodic basis to assess
additiopal properties of the BLU, and includes electricakvand optical measure
mechahical, climatic and endurance tests appropriate for checking at intervals of eithe
monthg (categories Il and Ill) or one year (category I), or‘as specified in the relevant se
or blank detail specification.

4.8.2. Division of group B and group C inte’subgroups

To engble comparison and to facilitate change.from group B to group C and vice versa
necesdary (see 4.8.4), tests in these groupsshave been divided among subgroups bear
same nnumber for corresponding tests.

The diyision is as given below.

a) Supgroups B1/C1
Coinprise measurements that control dimensional interchangeability of the BLU.
b) S

Comprise measurements that assess electrical and optical properties of the BLU
dedign nature:

c) Subgroups\B2b/C2b
Comprise” measurements that further assess some of the electrical and

c

bgroups B2a/C2a

c

of the
at can
detail

certain
ments,
Ir three
ctional

when
ng the

s of a

optical
fferent

chdracteristics of the BLU already measured in group A by measurement under d

voltage, Current, temperature or opticar conditions.
d) Subgroups B2c/C2c

Comprise verification of ratings of the BLU, where appropriate.
e) Subgroups B3/C3

Comprise tests intended to assess mechanical robustness of the BLU.
f) Subgroups B4/C4

Comprise tests intended to assess interconnection ability of the BLU.
g) Subgroups B5/C5

Comprise tests intended to assess the ability of the BLU to withstand climatic stresses, for

example change of temperature, sealing.
h) Subgroups B6/C6
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Comprise tests intended to assess the ability of the BLU to withstand mechanical stresses,
for example vibration, shock.

i) Subgroups B7/C7
Comprise tests intended to assess the ability of the BLU to withstand long-term humidity.
j)  Subgroups B8/C8

Comprise tests intended to assess failure characteristics of the BLU under endurance
testing.

k) Subgroups B9/C9

Comprise tests intended to assess electrical and optical properties of the BLU under
stopage conditions at extremes of temperature

I) Subgroups B10/C10

Comprise tests intended to assess performance of the BLU during variations| of air
pressure.

m) Supgroups B11/C11
Comprise tests on the permanence of marking.
n) Supgroup CRRL Lists

Sellection of tests and/or measurements made in the preceding subgroups, the reqults of
which shall be presented in the Certified Record of Released\Lots (CRRL).

ThJse subgroups may not all be required.

c

c

4.8.2. Group D inspection

This group prescribes the procedures to be carried out at intervals of 12 months|or for
qualifigation approval only.

4.8.3 Inspection requirements
4.8.3.1 General

The statistical sampling procedures described in 4.9.1 shall be used.

4.8.3.2 Criteria for lot rejection

Lots fajiling to meet the'quality conformance inspection of either group A or group B inspection
shall not be accepted. If, during quality conformance inspection, BLUs fail a tegt in a
subgrojup which weuld result in the lot being rejected, the quality conformance inspectipn can
be terminated,~and the lot shall be considered a rejected lot in group A and B. If g lot is
withdrgwn in_a state of failing to meet quality conformance requirements and is not submitted,
it shalllbe ¢onsidered a rejected lot.

4.8.3.3 Re-submitted lTots

Failing lots, that have been reworked when technically possible and are resubmitted for
quality conformance inspection, shall contain only BLUs that were included in the original lot
and shall be re-submitted only once for each inspection group (group A and B). Re-submitted
lots shall be kept separate from new lots and shall be clearly identified as re-submitted lots.
Resubmitted lots shall be randomly re-sampled and inspected for all the inspection criteria of
group A.

4.8.3.4 Procedure in case of test equipment failure or operator error

If any BLUs are believed to have failed as a result of faulty test equipment or operator error,
the failures shall be entered in the test record (but may be excluded from the CRRL by
agreement with the NSI) and shall be submitted along with a complete explanation of why the
failures are believed to be invalid to the NSI.
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The designated management representative (DMR) shall decide whether replacement BLUs
from the same inspection lot may be added to the sample. Replacement BLUs shall be

subjected to the same tests to which the discarded BLUs were subjected prior to failure

and to

any remaining specified tests to which the discarded BLUs were not subjected prior to failure.

4.8.3.5 Procedure in case of failure in periodic tests

When a group B failure occurs, the corresponding group C tests (see 4.8.2.5) are invalid. In
the event of failing periodic inspection tests for causes other than faults or an operator error,
see the rules of procedure given in 3.1.8 IECQ QC 001002-3:2005 with the following

modifications:

3.1.8.1 — (first list item): “suspend further releases under the system of all components|
the structurally similar set.”

3.1.8.4 a): “the procedure for release under the system of corrected lots Ishall be rg
immedjately after correcting the manufacturing fault”.

3.1.8.7: “If qualification approval has been withdrawn in accordance with 12.6.7 of the r|
procedure, it may be re-instated by a simplified procedure (which~focuses on the t
those features which caused the failure) at the discretion of thedNS1.”

4.8.4 Supplementary procedure for reduced inspection
4.8.4.1 Group B

A spedial reduced inspection procedure may be used which allows the manufacturer t
out the appropriate group B tests at normal_inspection on every fourth lot with a ma
interval of three months instead of on a lot-by<lot basis for the tests in all subgroups of

within

turned

ules of
bsts of

b carry
Ximum

group

B. Thig special procedure applies to each _subgroup which has fulfilled the required coniitions.

The condition for this change shall be thait10 successive lots have passed group B ins
Revergion to normal inspection in group B shall be made when a sample has failed to
subgroup inspection under the reduced inspection procedure.

4.8.4.2 Group C

When @ three-month intefval is specified for periodic tests, the test period may be exten
six months provided that three successive periodic tests have been passed at three
intervalls. Reversion, to’ the normal three-month interval shall be made when a samp
failed o meet a sybgroup inspection under the extended interval procedure (see also 4.

4.8.5 Sampling requirements for small lots

ection.
meet a

ded to
month
le has
8.3.5).

Where|a\lot size is small, the procedures shall refer to 3.6.4 of IEC 60747-10:1991 or

3.5 of

IEC 60410:1973.

4.8.6 Certified records of released lots (CRRL)

See the rules of procedure given in Annex B of IECQ QC 001002-2:1998.

4.8.7 Delivery of devices subjected to destructive or non-destructive tests

Tests considered as destructive are marked (D) in the sectional or blank detail specific

ations.

Devices subjected to destructive tests shall not be included in the lot for delivery. Devices
subjected to non-destructive environmental tests may be delivered provided they are re-tested

according to group A requirements and satisfy them.
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4.8.8 Delayed deliveries

Before delivery of lots in store for a period and in conditions specified in the relevant sectional
or blank detail specification, the lots or the quantities to be delivered shall undergo the
specified group A inspection and the group B interconnection ability tests. Once this has been
done for the complete lot, no further re-testing is required for another period.

4.8.9 Supplementary procedure for deliveries

The manufacturer may, at his discretion, supply BLUs that have met a more severe
assessment level than that required.

4.9 Statistical sampling procedures
4.9.1 General
For ngup A, B and C inspections, either the AQL sampling procedure or the/.LTPD sampling

procedure shall be used. The detail specification shall specify which of the procedurgs is to
be used.

4.9.2 AQL sampling plans

See 4]5 of IEC 60410:1973. There are three types of sampling plans: single, double and
multiple. When several types of plans are available for a given AQL and code letter, any one
may be used.

4.9.3 LTPD sampling plans

See Annex B as an example.

4.10 Endurance tests

Endurgnce tests shall be specified in the detail specification.

4.11 Endurance tests where the failure rate is specified
4.11.1| Specification of failure rate

Failurg rate as used . in_this standard is defined as LTPD expressed as a percentage per
thousand hours.

4.11.2] General

Endurgnce\tests shall be conducted in accordance with the procedures mentioned. Endurance
tests performed on BLUs at, or within, their maximum ratings shall be considered non-
destructive.

4.11.3 Selection of samples
Samples for endurance tests shall be selected at random from the inspection lot (see Annex B
as an example). The sample size for a 1000-h test shall be chosen by the manufacturer from

the column under the specified failure rate (see Table B.1) or the actual lot size (see Table
B.2).

The acceptance number shall be the one associated with the particular sample size chosen.

4.11.4 Failure

A BLU which fails at one or more of the end-point limits specified for endurance tests at any
specified reading interval shall be considered a failure and be considered as such at any
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subsequent reading interval. If the sample fails, the test may be terminated at the discretion of
the manufacturer.

4.11.5 Endurance test time and sample size

Whenever the failure rate is specified, the endurance test time shall be 1000 h initially. Once
a lot has passed the 1000-h test, endurance tests can be reduced to a certain period, as
specified in the detail specification.

4.11.6 Procedure to be used if the number of observed failures exceed the acceptance
number

4.11.6]1 General

In the gvent that the number of failures observed on endurance tests exceeds the‘acceptance
numbefr, the manufacturer shall choose one of the following options:

a) withdraw the entire lot;

b) add additional samples in accordance with 4.11.6.2;

c) extend the test time to 1000 h in accordance with 4.11.6.3, if a tinte less than 1000 h was
originally chosen;

d) screen the lot and re-submit in accordance with 4.8.3.3.

After applying one of the preceding options, the procedurésof 4.8.3.5 shall apply.

4.11.6{2 Additional samples

This option shall be used only once for each sybmission. When this option is chosen,|a new
total sample size (initial plus added) shall be<chosen by the manufacturer from Tables|B.1 or
B.2 from the column specifying the failure.rate (Table B.1) or the actual lot size (Tablg B.2).
Size shall be selected from the lot. Thexe¢w acceptance number shall be the one ass¢ciated
with the new total sample size chosen: The added sample shall be subjected to thg same
endurgnce test conditions and time ‘period as the initial sample. If the total observed rumber
of defdctives (initial plus added) do€s not exceed the acceptance number for the total spmple,
the lot[shall be accepted; if the observed number of defectives exceeds the new acceptance
numbey, the lot shall be rejected.

4.11.6)]3 Extension-of.endurance test period

If an epdurance testitime period less than 1000 h is used and the number of failures obgerved
in the|initial sample exceeds the acceptance number, the manufacturer may, instead of
adding| additional samples, choose to extend the test time of the entire initial sample to
1000 hf and determine a new acceptance number from Tables B.1 or B.2. The new acceptance
shall be one associated with the largest sampling size in the specified column which
rat—o erthe o re—samtte—sizebetnatested—A B rteh—ts—a—fature—a e initial
reading interval shall be considered as such at the 1000 h reading interval. If the observed
number of defectives exceeds this acceptance number, the lot shall not be accepted.

4.12 Accelerated test procedures

Under consideration.

4.13 Capability approval

Under consideration.
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5 Test and measurement procedures

5.1 Standard atmospheric conditions

Unless otherwise specified, all measurements are carried out under the following atmospheric

conditions:
ambient temperature: 25°C+3°C
relative humidity: between 25 % and 85 %

atmospheric pressure:between 86 kPa and 106 kPa (860 mbar and 1 060 mbar)

Measu
Inspec
ambier
is impd

5.2
5.2.1
Unless

lighting
followi

orate is satisfied that the BLU will conform to the detail specification when teste
t temperature of 25 °C £ 1 °C and relative humidity between 48 % and 52.%) wh
rtant.

Physical examination
Visual examination

otherwise specified, visual examination shall be performed under normal
and under normal visual conditions. Examination shall\be’made for correctness
g elements:

a) malrking and legibility;

b) ter

minal identification;

c) appearance of the BLU.

5.2.2

Dimen
drawin

5.2.3
5.2.3.1

The pu
use of

5.2.3.2

Dimensions

sions shall be checked in accordance with the specified drawing. Examples of
s for BLUs are shown in Annex A.

Permanence of marking
General

rpose of this testlis to determine the permanence of marking following handli
typical cleaning-on the BLUs.

Conditions

Solvenits,, conditions and materials shall be specified in the relevant sectional or blanK

cation.

specifi

at an
n this

factory
of the

typical

hg and

detail

5.2.3.3

The sp

Initial and final measurement

ecimen shall be inspected visually or by measurement equipment.

5.3 Electrical and optical measurements

5.3.1
5.3.11

General conditions and precautions

Precision of measurements

The limits quoted in detail specifications are absolute. Measurement inaccuracies shall be

taken i

nto account when determining the actual measurement limits.
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General precautions

Usual precautions should be taken to reduce measurement errors to a minimum and to avoid

damag

5.3.2
5.3.2.1

e to the BLU.

Alternative methods

General

Measurements may be carried out by using the methods specified or any other method giving
equivalent results but, in case of dispute, only the specified method shall be used.

NOTE
specifie

Equivalent” means that the value of the characteristic established by such other methods Is. w
limits when measured using the specified method.

The methods for electrical and optical measurements should be in accordanc

IEC 62
specifi

The m
descril

5.3.2.2

The lin

595-2. They should be used when required and as prescribed by the
cation.

bthods for electrical and optical measurements not included imIEC 62595-2 shd
ed in the relevant or detail specification.

Precision of measurements

nits quoted in detail specifications are absolute.{Measurement inaccuracies s

taken into account when determining the actual measurement limits.

5.3.2.3

Usual

General precautions

brecautions should be taken to reduce<measurement errors to a minimum and tq

damagge to the BLU.

5.4

Environmental tests

Methods for environmental tests¢shall be in accordance with IEC 61747-10-2. They s

used
sequer
blank g

vhen required and as™ prescribed by the detail specification. When a marn
ce of testing is required, it shall be specified in the sectional specification or
etail specification:

thin the

e with
detail

uld be

nall be

avoid

hall be
datory
in the
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Annex A
(informative)

Examples of BLU drawings
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Figure A.2 — A rear view of BLU
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IEC 608/13

Figure A.3 — A lateral view of BLU
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o Diffuser film

? P Prism film
Diffusgr film
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— Al heat sink
%ﬁ = - —————_ Case
IEC 609/13
Figure A.4 — Example of LED edge backlight unit
Frame
Diffuser film
Prism film
Diffuger film

Micro-diffusive
tlement
| — Reflector film

LED light bar

Case

IEC 610/13

Figure A.5 — Example of LED direct backlight unit
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Annex B
(informative)

Lot tolerance percentage defective (LTPD) sampling plans

B.1 General

B.1.1 Overview

The fo IOWINg Specitied proceaures are sultable 1or all quality conrtormance requirements.

B.1.2 Selection of samples

Samplés should be randomly selected from the inspection lot. For continuous’ productipn, the
manufacturer, at his option, may select samples in a regular perigdic manner |during
manufacture, provided that the lot meets the requirements for the formation of lots.

B.1.3 Failures

Failurg of a unit for one or more tests of a subgroup should be eharged as a single failufe.

B.2 |Single-lot sampling method

B.2.1 General

Quality conformance inspection information (sample sizes and number of observed defectives)
should| be accumulated from a single inspection lot to demonstrate conformance |to the
individual subgroup criteria.

B.2.2 Sample size

The sgdmple size for each subgroup should be determined from Tables B.1 or B.2 and |should
meet the specified LTPD. The manufacturer may, at his option, select a sample size greater
than that required; however, the number of failures permitted should not excegéd the
acceptpnce number associated with the chosen sample size in Tables B.1 or B.2.

In Table B.2, the-LTPD column to be used for sample size determination should be thaf given
in the |ot size column which is nearest in value to the actual size of the submitted lot [except
that, if{the aetual lot size is halfway between two of the lot sizes given in the table, either of
the lofl size )columns may be used at the manufacturer’s discretion. If, in Table B|2, the
approgriate’ lot size column does not contain an LTPD value equal to or less than the
specified CLTPD value, a 100 % inspection should be used. In Table B.Z, the LTPD value in the
appropriate lot size column which is numerically closest to the specified LTPD value should
be used to determine the sample size.

B.2.3 Acceptance procedure

For the first sampling, an acceptance number should be chosen and the associated number of
sample BLUs for the specified LTPD selected and tested (see 4.11.3). If the observed number
of defectives from the first sample is less than or equal to the pre-selected acceptance
number, the lot should be accepted. If the observed number of defectives exceeds the
preselected acceptance number, an additional sample may be chosen such that the total
sample complies with 4.11.3. Tables B.1 or B.2, which are used for the first sampling of a
given inspection lot for a given subgroup, should be used for any and all subsequent
samplings for the same lot and subgroup for each lot submission.
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Table B.2 — Hypergeometric sampling plans for small lot sizes of 200 or less

N | 10 | 20 [ 30 | 40 [ 50 | 60 [ 80 [ 100 [ 120 [ 150 | 160 [ 200
c=0
n NQT/ | NQT/ NQT/ | NQT/ NQT/ NQT/ | NQT/ NQT/ NQT/ | NQT/ NQT/ NQT/
2 LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD | LTPD
4 65 66 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68
5 36 40 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44
8 29 33 34 35 35 35 36 37 37 37 37 37
10 15 20 22 23 23 23 24 24 24 24 24 25
15 17 19 19 19 20 20 20 20 20 20
16 6,9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13
20 6,8 8,0 8,7 9,0 9,4 10 10 10 10 11
25 4,3 57 6,4 6,9 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9
32 377 3 5,0 5.5 5,9 0,0 2 0,3 6,3
40 3,0 3,4 4,0 4,5 4,6 4,9 5,0 5,0
50 2,3 2,9 3,3 3,5 3,7 3/ 3,7
64 1,9 2,2 2,5 2,7 2;8 2,9
80 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2
100 1,1 1.5 1,5 1,7
125 0,8 0,9 1,2
128 0,8 0,9 1.1
160 0,7
c=1
2 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
4 62 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67
5 51 55 56 57 57 58 58 58 58 58 58 58
8 28 35 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40
10 15 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33
16 15 18 18 20 20 20 21 21 21 22 22
20 13 15 16 16 16 16 17 17 17 18
25 9,2 11 12 13 13 13 13 14 14 14
32 7,4 8,2 9,0 9,9 10 10,5 11 11 11
40 59 6,8 7,6 7,8 8,2 8,3 8,4 8,6
50 4,6 5,6 6,1 6,4 6,5 6,7 6,7
64 3,8 4,4 4,7 5,0 5,0 5,2
80 3,0 3,4 3,7 3,8 4,0
100 2,5 2,8 2,8 3,0
125 2,0 2,2
128 1,7 1,9 2,2
160 1,5
c=2
4 82 83 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86
5 69 73 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75
8 42 49 49 52 52 .52 53 53 53 53 53 53
10 39 42 42 43 43 43 44 44 44 44 44
16 22 25 27 27 27 28 29 29 29 29 30
20 19 21 22 22 23 23 23 23 24 24
25 13 16 17 17 18 18 18 18 19 19
32 11 12 13 14 14 14 14,5 15 15
40 8,9 9,8 11 12 12 12 12 12
50 6,9 8,1 8,4 8,6 9,0 9,3 9,5
64 57 6,2 6,6 , , 9,4
80 4,5 4,9 5,4 5,4 5,
100 3,5 4,0 4,0 4,4
125 29 29 3,3
128 2,6 2,9 3,2
160 2,3
N = lot size; n = sample size; C = acceptance number (see 4.8.5).

NOTE Table B.2 gives the LTPD values associated with certain single sampling plans (acceptance number,
sample size and lot size). The table has the following features:

— calculations are based upon the hypergeometric distribution (exact theory) for lots of 200 devices or less;

— the LTPD of a sampling plan is defined as the interpolated percentage of defectives for which there is a 0,10
probability of lot acceptance under the plan. The LTPD so defined need not be a realizable lot percentage of
defectives for the lot size involved;

— the sequence of sample sizes and lot sizes are generated by taking products of preceding numbers in the
respective sequences and the numbers 2 and 5.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ECRAN LCD A RETRO-ECLAIRAGE -

Partie 1-1: Spécification générique

AVANT-PROPOS
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osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl)slp CEIl a
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatien~dans les
hines de |'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie\des|Normes
hationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications access|bles au
c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration\est confi¢ge a des
tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité, peut participer. Les
hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison’,avec la CEl, pdrticipent
bment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationalede Normalisatidn (ISO),
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

iécisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniqueS)yreprésentent, dans lal mesure
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux dg la CEI
Pssés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont [agréées
ne telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEIl
ure de I'exactitude du contenu technique de ses publicationsi(la CEl ne peut pas étre tenue resgonsable
bventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en estfaite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comites nationaux de la CEl s'engagent, dans|toute la
ire possible, a appliquer de fagon transparente desy‘Publications de la CEIl dans leurs publications
nales et régionales. Toutes divergences entre tolutes Publications de la CEIl et toutes publications
nales ou régionales correspondantes doivent étre.indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

El elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indégendants
issent des services d'évaluation de confermité et, dans certains secteurs, accédent aux marfjues de
brmité de la CEIl. La CEl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organigmes de
ication indépendants.

les utilisateurs doivent s'assurer,qu'its sont en possession de la derniere édition de cette publicatipn.

ne responsabilité ne doit éfre“imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
ataires, y compris ses expernts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
naux de la CEl, pour tout:préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tdqut autre
nmage de quelque nature\gue ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |les frais
stice) et les dépenses,decoulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CIEl ou de
autre Publication/de~ta CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

bntion est attirée\sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
encées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

bntion est aftirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvgnt faire
bt de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tdls droits
evets et'de ne pas avoir signalé leur existence.

La No
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Dispositifs électroniques d'affichage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote

110/387/CDV 110/440/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEl 62595, publiées sous le titre général Ecran LCD
a rétro-éclairage, est disponible sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimeée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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ECRAN LCD A RETRO-ECLAIRAGE -

Partie 1-1: Spécification générique

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEIl 62595 est une spécification générique pour les écrans a rétro-
éclairage pour afficheurs a cristaux liquides. Il définit les procédures générales d'évaluation
de la| qualité et donne des régles générales pour les méthodes de mesure des
caracteristiques électriques et optiques, des régles pour les essais climatiques et mécahiques
et desrégles pour les essais d'endurance.

2 Références normatives

Les ddcuments suivants sont cités en référence de maniére normative,“en intégralitél ou en
partie,| dans le présent document et sont indispensables pour sor application. Pqur les
référerjces datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les(références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris’les éventuels amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), Symboles littéraux a utilise€r en électrotechnique
CEI 60410:1973, Plans et régles d’échantillonnage potr les contrbles par attributs
CEI 60617 (toutes les parties), Symboles graphigues pour schémas

CEIl 6(0747-1:2006, Dispositifs a semicondéacteurs — Partie 1: Généralités

CEI 600747-10:1991, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 10: Spécification générique pour
les dispositifs discrets et les circuits-intégrés

CEI 61[747-10-2, Liquid crystal display devices — Part 10-2: Environmental, enduran¢e and
mechahical test methods«\Environmental and endurance? (disponible en anglais seulefent)

CEl 62595-1-2:2012, ‘Ecran LCD & rétro-éclairage — Partie 1-2: Terminologie et symboles
littéraux

CEI 62595-25-Ecran LCD a rétro-éclairage — Partie 2: Méthodes de mesures électro-optiques
d'un égran‘a’rétro-éclairage & DEL

IECQ QC 001002-2:1998, /IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ
System) — Rules of Procedure— Part 2: Documentation (disponible en anglais seulement)

IECQ QC 001002-3:2005, IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ
System) — Rules of Procedure — Part 3: Approval procedures (disponible en anglais
seulement)

ISO 80000-1:2009, Grandeurs et unités — Partie 1. Généralités

1T A paraitre.
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3 Aspects techniques

3.1 Ordre de priorité

En cas d'exigences contradictoires, les documents doivent étre classés dans l'ordre de
priorité suivant:

o O T O

la

la spécification particuliére;

la spécification particuliere cadre;

la 9

D

f) las

g) tout autre document international (par exemple de la CEl) auquel il est faitreférence;

h) un

pécification intermédiaire;

)
)
) la spécification de famille, le cas échéant;
)
)

pécification générique;

pécification de base;

document national.

Le méme ordre de priorité doit s'appliquer aux spécifications nationales  équivalentes.

3.2

Pour |
dans |g

Les ur

FTerminologie, unités et symboles

s besoins du présent document, les termes, définitions, unités et symboles ¢
CEl 62595-1-2 s’appliquent.

ités, les graphiques et les symboles littéraux doivent, dans la mesure du pg

provenlir des normes CEl 60027, CEI 60617 et ISO.80000-1.

rétro-¢
ISO a

dessuy.

3.3

Les va&

lairage couverts par cette spécification générique doivent provenir des normes
plicables ou en étre dérivés conformément aux principes des normes énonc

Tous Fs autres symboles, unités ou termes spécifiques a certaines parties de I'é

Valeurs préférentielles de-température, d'humidité et de pression

leurs préférentielles de température, d'humidité et de pression pour la mesu

caractg¢ristiques pour lesvéssais et pour les conditions de fonctionnement seront dd

dans Ig
3.4
3.41

spécification particuliére.
Marquage

Identification de I'écran a rétro-éclairage

lonnés

ssible,

cran a
CEl ou
Bes ci-

re des
nnées

Le mair

quage figurant sur I'écran a rétro-éclairage doit permettre d’identifier clairement

I'écran

a rétro-ectairage.

3.4.2

Tracabilité de I'écran a rétro-éclairage

L'écran a rétro-éclairage doit porter un code de tragabilité, permettant de le rattacher a un lot
de production ou d'inspection donné.

3.43

Conditionnement

Le marquage sur I'emballage doit indiquer:

a) le code d’identification de I'écran a rétro-éclairage;

b) le ou les code(s) de tragabilité des écrans a rétro-éclairage intégrés;

c) le nombre d'écrans a rétro-éclairage intégrés;
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précautions requises, le cas échéant.

Ce marquage doit étre conforme aux réglementations d’'usage.

NOTE D’autres exigences peuvent étre indiquées dans la spécification particuliére applicable.

3.5 Catégories d'assurance de la qualité

La présente spécification générique fournit trois catégories d’assurance de la qualité. Les
écrans a rétro-éclairage sont regroupés au sein d’un lot d'inspection identifié et portant un
code de date, qui est soumis aux essais selon les catégories de qualité spécifiées. Le NQA
(niveau de quallte acceptable) ou le défaut en pourcentage de tolerance par Iot (LTPD2)

associ
qu'indi

Les ex

Catégg

Cateégq

Cateégq

3.6

Un contréle systématique est un exameniou un essai effectué sur 'ensemble des ég

rétro-¢

Si la {
soumig
de la

défectyieux doivent étre retires. D’autres séquences non spécifiées dans la présente

sont a

contratrgction avec des)mécanismes de défaillance reconnus. Si une partie du proces
le systématiqué, tel qu’il est défini dans le tableau approprié de la spécification

contrd
interm

- a Ut IIIUIIIG yryupc UIIIOPUULIUII }JUUL VGIIUI pUul \JIIG\.{UU UOLUHUIIU UL UUIL

nué dans la spécification particuliére ou conforme a la qualité négociée avec unx

gences minimales des catégories sont les suivantes:

rie | Le type satisfait aux exigences d'homologation des catégories Il ou Ill.
lot satisfait aux exigences d'inspection du groupe A, qui‘comprend des

d'inspection portant sur l'aptitude a linterconnexion.) Chaque année,
satisfait aux exigences d'inspection des groupes B'et C (voir 4.8.1).

rie Il Le lot satisfait aux exigences d'inspection du.groupe A et du groupe B,
lot, et du groupe C, périodiquement.

rie Ill Le lot est soumis a un contréle systémadtique a 100 % et satisfait aux exi
d'inspection du groupe A et du greupe B, lot par lot, et du grou
périodiquement.

Contréle systématique

clairage d’un lot.

pécification particuliére I'exige, tous les écrans a rétro-éclairage du lot doive
a un contrble systématique par une des séquences données dans le tableau ap
spécification intermédiaire ou de la spécification particuliere cadre et to

bplicables uniquément si les séquences ci-dessus ne sont pas en rapport ou s

bdiaire oude la spécification particuliére cadre, fait partie du processus de fabr

de la ¢
de la g

équence.prescrite, il n'est pas nécessaire de répéter ces procédures. Pour les b
résente spécification le rodage est défini comme la contrainte électrique appli

tre tel
lient.

haque
essais

de fonctionnement. Tous les trois mois, un lot_&atisfait aux exigences

un lot

lot par

jences
pe C,

rans a

nt étre
broprié
us les
norme
ont en
sus de

ication
esoins
uée a
afin de

Manipulation

Voir I'Article 8 de la CEI 60747-1:2006.

Un avertissement adéquat doit étre affiché dans le cas d’emploi de produits nocifs.

2 LTPD = Lot tolerance percentage defective.
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4 Procédures d’assurance de la qualité

4.1 Généralités

L’assurance de la qualité comprend la procédure visant a obtenir ’homologation telle qu'elle
est définie en 4.7, suivie d’'un controle de conformité de la qualité lot par lot (y compris le
contréle systématique si nécessaire) et périodiqguement, tel que qualifié dans la spécification
particuliere. Les essais d’assurance de la qualité sont subdivisés en essais de groupes A, B
et C; ces essais sont réalisés lot par lot ou périodiquement, comme cela est défini en 4.8.1.
Dans certains cas, des essais du groupe D peuvent également étre spécifiés, par exemple
pour I'homologation.

4.2 RAptitude a Thomologation

Un type d'écran a rétro-éclairage peut se voir accorder une homologation lorsquedles|régles
de pro¢édure de 'lECQ QC 001002-3:2005, sont satisfaites.

4.3 FEtape initiale de fabrication

La prejmiere étape de fabrication est définie dans la spécification intermédiaire ou dans la
spécification particuliere cadre.

4.4 nformations commerciales confidentielles
Si une|partie du processus de fabrication est confidentielle 'du point de vue commercigl, elle
doit étfe identifiée de fagon adéquate, et le représentant\désigné par la direction (DMR3) doit
démonjtrer de fagon satisfaisante a I'Organisme Nafional de Surveillance (ONS) que les
exigenges figurant dans les regles de procédure données en 2.3.1 de 'l[ECQ QC 0p1002-
3:2009 ont été respectées.

4.5 Formation des lots d’inspection

Voir leg régles de procédure données en'3.3.1 de I'lECQ QC 001002-3:2005.
4.6 Pispositifs de structure similaire

Voir lek régles de procédure données en 3.3.2 de I'lECQ QC 001002-3:2005.

Les détails concernant Jes-groupements sont donnés dans la spécification intermédiairg ou la
spécification particuliere-cadre applicable.

4.7 Pctroi d’hemologation

Voir lep régles.de procédure données en 3.1.5 de I'lEC QC 001002-3:2005.

Les methodes a) ou b) des regles de procédure peuvent étre utilisées au gré du fafricant,
conformément aux exigences d'inspection données dans Ta spécification intermédiaire ou
dans la spécification particuliere cadre. Les échantillons peuvent étre composés de dispositifs
de structure similaire appropriés. Dans certains cas, des essais du groupe D sont exigés pour
I'homologation. Toutes les mesures de variables appelées comme des points limites a la fin
des essais dans les spécifications particuliéres doivent étre enregistrées comme des données
de variables. Le rapport de qualification doit inclure un résumé de tous les résultats d’essai
pour chaque groupe et sous-groupe, y compris le nombre de dispositifs soumis a des essais
et le nombre de dispositifs défectueux. Ce résumé doit étre établi a partir des données de
variables et/ou des données d’attributs. Le fabricant doit conserver toutes les données pour
les soumettre a 'ONS sur demande.

3 DMR= Designated management representative.
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4.8 Controle de conformité de la qualité
4.8.1 Généralités

Le contrOle de conformité de la qualité doit étre constitué d’examens et d’essais des groupes
A, B, C et D, tel que spécifié.

Pour les contrbles des groupes B et C, les échantillons peuvent étre composés de dispositifs
de structure similaire. Les échantillons destinés a des essais périodiques doivent étre
prélevés sur un ou plusieurs lots ayant passé avec succeés les contrbles des groupes A et B.
Les écrans a rétro-éclairage individuels doivent avoir satisfait aux mesures du groupe A
requises dans la spécification particuliere.

4.8.2 Division en groupes et sous-groupes
4.8.2.1 Généralités

Les lignes directrices suivantes doivent étre utilisées lors de [Vétablissement des
spécifications particuliéres.

4.8.2.2 Inspection du groupe A (lot par lot)

Ce grdupe prescrit I'inspection visuelle et les mesures électriques a effectuer lot par Ipt, afin
d’évaller les propriétés principales d'écrans a rétro-éclairage. Sauf spécification contraire,
des grpupements par structure similaire ne sont pas auterisés. L'inspection du groupg A se
subdiv|se en sous-groupes appropriés, comme suit:

Sous-droupe A1: ce sous-groupe comporte un examen visuel comme cela est spédifié en
5.2.1.

Sous-droupe A2: ce sous-groupe comporte les mesures des principales caractéristiques de
I'écran|a rétro-éclairage.

Sous-groupes A3 et A4: ces sous=groupes peuvent ne pas étre nécessaires. lls comportent
les mgsures des caractéristiques” secondaires de I'écran a rétro-éclairage. Les exigences
correcies pour chaque catégorie d'écrans a rétro-éclairage sont données dans la spécification
intermgdiaire ou la spécification particuliere cadre applicable.

Le chqix entre les sous-groupes A3 ou A4 pour des mesures données est principajement
déterniiné par le désir d’effectuer ces mesures selon un niveau de qualité donné.

4.8.2.3 Inspection du groupe B (lot par lot, sauf pour la catégorie |, voir 3.5)

Ce grqupé prescrit les procédures a utiliser pour I’évaluation de certaines autres propriétés
de l'écram= |ét|u-ébiai|agc. H bUIIIpIUIIU‘ des—essars |||éba||iquca, biillldtiqucb, gtect iques,
optiques et d'endurance, qui peuvent normalement étre effectués en une semaine, ou comme
cela est indiqué dans la spécification intermédiaire ou la spécification particuliére cadre
applicable.

4.8.2.4 Inspection du groupe C (périodique)

Ce groupe prescrit les procédures a utiliser périodiqguement pour I'évaluation de certaines
autres propriétés des écrans a rétro-éclairage. Il comprend des mesures électriques et
optiques, ainsi que des essais mécaniques, climatiques et d’endurance appropriés pour un
contrble trimestriel (catégories Il et Ill) ou annuel (catégorie |), ou tel que cela est indiqué
dans la spécification intermédiaire ou la spécification particuliéere cadre applicable.
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4.8.2.5 Division du groupe B et du groupe C en sous-groupes

Afin de permettre la comparaison et de faciliter, le cas échéant, le passage du groupe B au
groupe C et inversement si nécessaire (voir 4.8.4), les essais effectués au sein de ces
groupes ont été divisés en sous-groupes possédant un numéro identique pour des essais
équivalents.

Cette division est donnée ci-dessous.

a)

Sous-groupes B1/C1

lls comprennent les mesures qui commandent l'interchangeabilité dimensionnelle de

I'é

ran a rétro-éclairage

So
lls

réty
So

lls
car
darn
col

So

lls
le g

So
lls

écl
So

lls
réty

So

lls

suf
I'ét
So

lls
suf

So
lls

Is-groupes B2a/C2a

comprennent des mesures évaluant les propriétés électriques et optiquesrdes éd
o-éclairage de nature conceptuelle.

Is-groupes B2b/C2b

comprennent des mesures poussant plus avant [I'évaluation) de certaing

s le groupe A. Ces mesures s’effectuent dans des conditions'différentes de tens
rant, de température ou d’optique.

Is-groupes B2c/C2c

comprennent la vérification des caractéristiques assignées de I'écran a rétro-écl
as échéant.

Is-groupes B3/C3

comprennent des essais destinés a évaluera robustesse mécanique de I'écran 3
birage.

Is-groupes B4/C4

comprennent des essais destinésva évaluer I'aptitude a l'interconnexion de I'é
o-éclairage.

Is-groupes B5/C5

comprennent des essais‘destinés a évaluer l'aptitude de I'écran a rétro-éclai
porter des contraintes climatiques, par exemple, la variation de tempé
hncheéité.

Is-groupes B6/C6

comprennegntides essais destinés a évaluer l'aptitude de I'écran a rétro-éclai
porter des{Contraintes mécaniques, par exemple, les vibrations, les chocs.

Is-groupes B7/C7
comprennent des essais destinés a évaluer l'aptitude de I'écran a rétro-éclai

rans a

s des

Actéristiques électriques et optiques de I'écran a rétro-éclairage mesurées au pre¢alable

on, de

birage,

rétro-

cran a

rage a
rature,

rage a

rage a

sup

norter une humidité nrolonade
Lig g g

Sous-groupes B8/C8

lls comprennent des essais destinés a évaluer des caractéristiques de défaillance de
I'écran a rétro-éclairage, au cours d’un essai d’endurance.

Sous-groupes B9/C9

Ils comprennent des essais destinés a évaluer des propriétés électriques et optiques de
I'écran a rétro-éclairage, dans des conditions de stockage a des températures extrémes.

Sous-groupes B10/C10

Ils comprennent des essais destinés a évaluer des performances de I'écran a rétro-
éclairage au cours de variations de pression atmosphérique.

m) Sous-groupes B11/C11

Ils comprennent des essais portant sur la permanence du marquage.
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n) Sous-groupe RCLA

Sélection d’essais et/ou de mesures effectués dans les sous-groupes précédents dont les
résultats doivent figurer dans le rapport certifié de lots acceptés (RCLA).

Ces sous-groupes peuvent ne pas étre tous nécessaires.
4.8.2.6 Inspection du groupe D

Ce groupe prescrit uniquement les procédures a appliquer tous les 12 mois ou celles relatives
a I'nomologation.

4.8.3 Exigences d’inspection

4.8.3.1 Généralités

Les procédures d’échantillonnage statistique décrites en 4.9.1 doivent étre utilisées:

4.8.3. Critéres de rejet d’un lot
Les lofs ne satisfaisant pas au contréle de conformité de la qualité des’groupes A ol B ne
doivent pas étre acceptés. Si, au cours du contrble de conformité de la qualité, des édrans a
2clairage ne satisfont pas a I'essai d’'un sous-groupe, ce qui-serait de nature a entrainer
du lot, il peut étre mis fin au contrdle et le lot doit étre considéré comme un lof rejeté
s critéres des groupes A et B. Si un lot est retiré pourscause de non-satisfactipn aux
es de conformité de la qualité, sans toutefois étre Soumis a un contréle, il doit étre

considgré comme un lot rejeté.

4.8.3 Lots soumis a un nouveau contréle

Les lots défaillants ayant été retravaillés, lorsque cela est techniquement possible, et $oumis
a un npuveau contrbéle de conformité de la qualité, doivent contenir uniquement des éqrans a

3clairage compris dans le lot d’origing et doivent étre de nouveau soumis une seule fois
aque groupe d'inspection (groupés A et B). Les lots soumis a un nouveau cpntréle
doivenf étre séparés des nouveaux lots*et doivent étre clairement identifiés comme des lots
a un nouveau contrdle. Lkes lots soumis a un nouveau contréle doivent étre
llonnés une nouvelle fois de-fagon aléatoire et contrélés selon 'ensemble des dritéres
d'inspgction du groupe A.

4.8.3.4 Procédure a sutivie en cas de défaillance du matériel d’essai ou d’une efreur
de I'opérateur

Si la defaillance dlun.écran a rétro-éclairage, quel qu'’il soit, est supposée due a la défdillance
d’'un matériel d’€ssai ou a une erreur de l'opérateur, la défaillance doit étre notifiée dans un
rapport d'essai_(sur accord de 'ONS, elle peut toutefois ne pas figurer dans le RCLA)|et doit
étre squmisea’ ’'ONS, accompagnée d’une explication détaillée sur le caractére non pgrtinent
des déraillances.

Le représentant désigné par la direction (DMR) doit décider si des écrans a rétro-éclairage de
remplacement provenant du méme lot d'inspection peuvent étre ajoutés a I'échantillon. Les
écrans a rétro-éclairage de remplacement doivent étre soumis aux mémes essais que les
écrans a rétro-éclairage refusés avant 'apparition de la défaillance, ainsi qu’a tous les autres
essais spécifiés auxquels les écrans a rétro-éclairage refusés n'ont pas été soumis avant
I'apparition de la défaillance.

4.8.3.5 Procédure en cas de défaillance dans les essais périodiques

En cas de défaillance dans le groupe B, les essais correspondants du groupe C (voir 4.8.2.5)
sont invalides. En cas d’essais d'inspection périodiques défaillants pour des raisons autres
que des pannes ou une erreur de l'opérateur, se reporter aux régles de procédure données
en 3.1.8 de I'lECQ QC 001002-3:2005, avec les modifications suivantes:
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3.1.8.1 — (premier point): “suspendre les acceptations par le systéme, de tous les
composants de structure similaire.”

3.1.8.4 a): “la procédure d'acceptation par le systeme de lots corrigés doit étre un retour
immédiat aprés la correction de l'erreur de fabrication”.

3.1.8.7: “Si une homologation a été retirée conformément au paragraphe 12.6.7 des régles de
procédure, elle peut étre réhabilité par une procédure simplifiée (qui porte sur les essais des
caractéristiques ayant causé la défaillance) a la discrétion de 'ONS.”

4.8.4 Procédure supplémentaire pour contréle restreint

4.8.4.1 Groupe B

Une prlocédure spéciale pour un contréle restreint peut étre utilisée, permettant au fabricant,
dans l¢ cadre d'un contréle normal, d'effectuer les essais appropriés du groupe B, tgus les
quatre|lots, l'intervalle maximal étant de trois mois, au lieu d’effectuer des, essais lot |par lot
pour tqus les sous-groupes du groupe B. Cette procédure spéciale s’applique a chaque sous-
groupg ayant satisfait aux conditions exigées. La condition de ce chapgement doit étre gue 10
lots sufccessifs aient satisfait a I'inspection du groupe B. Un retour(a dne inspection nprmale
du groppe B doit se faire lorsqu'un échantillon ne satisfait pas ag contréle d’'un sous-dgroupe,
dans Ig¢ cadre de cette procédure pour un contrdle restreint.

4.8.4.2 Groupe C
Lorsqu'un intervalle de trois mois est spécifié pour d€s essais périodiques, la période ('essai
peut éfre étendue a six mois, sous réserve que trois. essais périodiques successifs aignt été
conclupnts a trois mois d’intervalle.
Un retpur a un intervalle normal de trois mois' doit se faire lorsqu'un échantillon ne spatisfait
pas au|contréle d’'un sous-groupe, dans le;cadre de cette procédure a intervalle prolondé (voir
aussi 4.8.3.5).

4.8.5 Exigences d’échantillonnage pour petits lots

Lorsque la taille du lot est petite, les procédures doivent faire référence au 3.6.4] de la
CEI 60747-10:1991 ou au 3.5 de la CEI 60410:1973.

4.8.6 Rapports certifiés de lots acceptés (RCLA)

Voir lef régles de procédure données a I’Annexe B de 'lECQ QC 001002-2:1998.

4.8.7 Livraison de dispositifs soumis a des essais destructifs ou non destructi

Les espais considérés comme destructifs sont marqués (D) dans la spécification intermgdiaire
ou la e A ; " RN ! s ne
doivent pas étre inclus dans le lot a livrer. Les dispositifs soumis a des essais
environnementaux non destructifs peuvent étre livrés, a condition qu’ils fassent I'objet d’un
nouvel essai, conformément aux exigences du groupe A, et qu’ils satisfassent a ces
exigences.

4.8.8 Livraisons différées

Avant leur livraison en magasin pendant une période et dans des conditions indiquées dans la
spécification intermédiaire ou la spécification particuliére cadre applicable, les lots ou les
quantités a livrer doivent étre soumis au contrdle spécifié du groupe A, ainsi qu’aux essais
d’aptitude a 'interconnexion du groupe B. Une fois ces opérations effectuées sur la totalité du
lot, aucun nouvel essai n’est exigé pour une autre période.
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4.8.9 Procédure supplémentaire de livraison

Le fabricant peut, s'il le souhaite, livrer des écrans a rétro-éclairage ayant satisfait a un
niveau d’évaluation qualité plus rigoureux que celui exigé.

4.9 Procédures d’échantillonnage statistique
49.1 Généralités
Pour les controles des groupes A, B et C, la procédure d’échantillonnage NQA ou la

procédure d’échantillonnage LTPD doit étre utilisée. Les spécifications particulieres doivent
indiquer la procédure a utiliser.

4.9.2 Plans d’échantillonnage NQA

Voir 4.6 de la CEI 60410:1973. Il y a trois types de plans d’échantillonnage: simple, double et
multiple. Lorsque plusieurs types de plans sont disponibles pour un NQA et une lettre| codée
donnés, ils peuvent étre utilisés sans distinction.

4.9.3 Plans d'échantillonnage LTPD

Un exdmple est présenté a I'Annexe B.

4.10 Essais d’endurance

Des egsais d’endurance doivent étre indiqués dans les spécifications particuliéres.
4.11 Essais d’endurance ou le taux de défaillance ‘est spécifié

4.11.1| Spécification du taux de défaillance

Le tauk de défaillance utilisé dans la présente norme est défini comme le LTPD exprjmé en
pourcentage pour mille heures.

4.11.2] Généralités

Les eqsais d'endurance doivent:étre effectués conformément aux procédures mentionnées.
Les esjsais d’endurance réalisés sur des écrans a rétro-éclairage pour les valeurs asgignées
maximim, ou pour des valeurs inférieures aux caractéristiques assignées maximum d¢oivent
étre cgnsidérés commemon destructifs.

4.11.3| Choix d’échantillons

Les éghantillons) d’essais d’endurance doivent étre choisis de maniére aléatoire dansg le lot
d’inspgction<un exemple est donné a I'Annexe B). La taille de I’échantillon pour un egsai de
1 000 h doit’ étre choisie par le fabricant a partir de la colonne indiquant les taux de
défaillance spécifiés (voir Tableau B.1), ou de la colonne spécifiant la taille réelle du Ipt (voir
Tableau B.2).

Le nombre d’acceptation doit étre le nombre d’acceptation associé a la taille d'échantillons
particuliere choisie.

4.11.4 Défaillance

Un écran a rétro-éclairage échouant a un ou plusieurs points limites spécifiés pour les essais
d’endurance, quel que soit l'intervalle de lecture spécifié, doit étre considéré comme étant
défaillant, méme pour tous les intervalles de lecture ultérieurs, quels qu'ils soient. Si
I’échantillon est défaillant, I'essai peut étre arrété a la discrétion du fabricant.
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4.11.5 Temps d’essai d’endurance et effectif de I’échantillon

Quand le taux de défaillance est spécifié, le temps d’essai d’endurance doit étre de 1 000 h
initialement. Lorsque le lot a réussi un essai de 1 000 h, les essais d’endurance peuvent étre
réduits a une certaine période, comme cela est indiqué dans les spécifications particuliéres.

4.11.6 Procédure a suivre si le nombre de défaillances observées dépasse le nombre
d'acceptation

4.11.6.1 Généralités

Si le nombre de défaillances observées sur des essais d’endurance dépasse le nombre
d’acceptatiomtefabrica doi oTSTrumedesopto oivartes:

a) retfrer le lot entier;
b) ajouter des échantillons supplémentaires conformément a 4.11.6.2;

c) prdlonger le temps d’essai a 1 000 h conformément a 4.11.6.3, si une durée inférieure a
1 000 h était initialement choisie;

d) souymettre le lot a un contréle systématique, puis a un nouvelh essai conformément a
4.8.3.3.

Apres avoir appliqué 'une des options précédentes, la procéduréde 4.8.3.5 doit s’appliguer.

4.11.62 Echantillons supplémentaires

Cette gption doit étre utilisée une seule fois pour chaque soumission. Lorsque cette optjon est
choisig, une nouvelle taille totale d'échantillon (cele initiale plus celle aprés ajout) doit étre
choisig par le fabricant a partir des Tableaux B.1 ou B.2 dans les colonnes indiquant
respectivement le taux de défaillance spécifié (Tableau B.1) et la taille réelle |du lot
(Tablegau B.2). La taille doit étre choisie a partir du lot. Le nouveau nombre d’acceptatipn doit
étre cqglui associé a la nouvelle taille totalé de I'échantillon choisie. L’échantillon ajouté doit
étre sgoumis aux mémes conditions d’essais d’endurance et a la méme durée d’esslai que
I’échantillon initial. Si le nombre total.de défectueux observés (initiaux plus supplémerjtaires)
ne dépasse pas le nombre d’acceptation pour I'échantillon total, le lot doit étre acceptg; si le
nombré¢ de défectueux obseryés.dépasse le nouveau nombre d’acceptation, le lot dgit étre
rejeté.

4.11.6/3 Prolongation)de la durée de I’essai d’endurance

Si la durée de I'essai‘d’endurance est inférieure a 1 000 h et que le nombre de défaillances
observges dans<’échantillon initial dépasse le nombre d’acceptation, le fabricant, plu{ét que
d’ajouter des.\échantillons supplémentaires, peut choisir d’étendre la durée de I'essai a
1 000 pour  lI'ensemble de [I'’échantillon initial et déterminer un nouveau rombre
d’acceptdation a partir des Tableaux B.1 ou B.2. Le nouveau nombre d’acceptation ¢oit se
rapporte a taille d’échantillonnage la p grande figurant dan a colonne speécifiée,
inférieure ou égale a la taille de I’échantillon soumise a I'essai. Un écran a rétro-éclairage
défaillant dans l'intervalle d’observation initial doit étre considéré comme défaillant dans
I'intervalle d’observation de 1 000 h. Si le nombre de défectueux observés dépasse ce
nombre d’acceptation, le lot ne doit pas étre accepté.

4.12 Procédures d’essai accéléré
A I'étude.
4.13 Agrément de savoir-faire

A I'étude.
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5 Procédures d’essai et de mesure

5.1 Conditions atmosphériques normalisées

Sauf spécification contraire, toutes les mesures sont effectuées dans les conditions
atmosphériques suivantes:

Température ambiante: 25°C+3°C
Humidité relative: entre 25 % et 85 %

Pression atmosphérique: entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1 060 mbar)

Les mesures peuvent étre effectuées a d’autres températures spécifiées par un org@nisme
national de surveillance a condition que I'écran a rétro-éclairage soit conforme aux
spécifications particulieres quand les essais sont effectués a une températureambignte de
25 °C £ 1 °C et a une humidité relative entre 48 % et 52 %, si ces conditions sent impoftantes.

5.2 Fxamen physique
5.21 Examen visuel
Sauf gpécification contraire, I'examen visuel doit étre réalisé_a la lumiére normale du

laborafoire et dans des conditions visuelles normales. L’examen doit montrer que les
éléments suivants sont corrects:

a) le marquage et sa lisibilité;

b) lidentification des bornes;

c) l'apparence de I'écran a rétro-éclairage.
5.2.2 Dimensions

Les dimensions doivent étre conformes au schéma spécifié. Des exemples de schémas
typiques d'écrans a rétro-éclairage sont représentés a I'Annexe A.

5.2.3 Permanence du marquage
5.2.3.1 Généralités

L’objet] de cet essai ést"de déterminer la permanence du marquage lorsque I'écran g rétro-
éclairage fait I'objet\d’une manipulation et d’'un nettoyage types.

5.2.3.2 Conditions

Les sqlvants, les matériaux et les conditions de polissage doivent étre indiqués dans la
spécifibaNBn | PP L .

5.2.3.3 Mesures initiales et finales

Le spécimen doit étre contrélé visuellement ou a l'aide d'appareils de mesure.

5.3 Mesures électriques et optiques

5.3.1 Conditions générales et précautions

5.3.1.1 Précision des mesures

Les limites citées dans les spécifications particulieres sont absolues. Les imprécisions des

mesures doivent étre prises en compte lors de la détermination des limites réelles des
mesures.
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